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Onemli noktalar (Highlights)

¢ Bir bilgi kaynagi olarak patent dokiimanlari / Patent documents as a source of information

% Patent madenciligi ile patent veritabanlarindan bilgi kesfi / Knowledge discovery from patent databases with patent
mining

% Patent dokiimanlari ile metin madenciligi iliskisi /Relationship between patent documents and text mining

Grafik Ozet (Graphical Abstract)

Patent madenciliginin onemine deginilmis, hedefleri iizerinde durulmus, kullanilan yéntemlere drnekler verilmis ve
gelistirilmesi yoniinde tavsiyelerde bulunulmugstur. / The significance of patent mining is mentioned, itS oObjectives are

emphasized, some examples of the methods are given, and suggestions for improvements are mentioned.

Patent Madenciligi Hedefleri
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Bolim E
Sekil 7. Patent Madenciliginin Hedefleri / Figure 7. Aims of Patent Mining)

Amacg (Aim)

Patent madenciligi ¢calismalarina dikkat cekmektir. / To draw attention to patent mining studies.

Tasarum ve Yontem (Design & Methodology)

Literatiirde patent madenciligi alamndaki ¢alismalar taranmisgtir. / Patent mining studies in the literature are reviewed.
Ozgiinliik (Originality)

Patent dokiimanlardaki yapisal olmayan verilerin onemine dikkat ¢ekilmistir. / The importance of unstructured data in patent
documents is highlighted.

Bulgular (Findings)

Patent madenciligi ile olduk¢a onemli sonuglar elde edilebilmekte olup bu ¢alismalarin gelistirilmesi gerekmektedir. / Very
important results can be obtained with patent mining, and these studies need to be improved.

Sonuc¢ (Conclusion)

Patent kaynaklarmmin yiiksek potansiyelinden faydalanmakta patent madenciliginin rolii biiyiiktiir. / Patent mining plays an
important role in taking advantage of the high potential of patent resources.
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Patent veri tabanlar siirekli ve siiratli bir sekilde biiyiiyen hacmiyle, giiniimiiziin en 6nemli teknik bilgi kaynagi konumundadir.
Oldukga genis ve detayli olan patent veri tabanlarindan bilgi elde edebilmek icin, geligsen veri analiz yontemlerine bagvurmak
kaginilmaz hale gelmistir. Patent verisinden bilgi elde etmeyi ifade etmek {izere son zamanlarda patent madenciligi tabiri
kullanilmaya baslanmstir. Patent veri tabanlarinin hem yapisal hem de yapisal olmayan karakteri sebebiyle, patent madenciliginde
veri madenciligi tekniklerine de metin madenciligi tekniklerine de ihtiyag duyulmaktadir. Ancak patent dokiimanlar1 buluslarin
teknik yonlerinin agiklandigi metinlerden olustugundan, metin madenciligi uygulamalariin bu alandaki islevi daha fazladir. Bu
caligmada patent dokiimanlarinin 6zelliklerinden bahsedilerek, metin madenciligi ile elde edilebilecek sonuglara deginilmistir.
Literatiirde patent metinleri lizerinde kullanilan metin madenciligi yontemlerinden Srnekler verilmis ve gelecekte yapilacak
caligmalara yon vermek acisindan patent dokiimanlar1 arasinda benzerlik tespitinin neden énemli oldugu agiklanmigtir.

Anahtar Kelimeler: Patent, patent madenciligi, metin madenciligi, benzerlik tespiti.

Patent Mining

ABSTRACT

Patent databases are the most significant technical information source of today with their continuously and rapidly growing volume.
It becomes inevitable to apply developing data analysis method in order to obtain knowledge from quite large and detailed patent
databases. Recently, in order to express knowledge discovery from patent data, the term - patent mining is used. Due to both the
structural and non-structural character of patent databases, data mining techniques as well as text mining techniques are required
for patent mining. Besides, since the patent documents consist of texts explaining the technical aspects of the inventions, text
mining applications plays a more important role in this field. In this study, by referrring the properties of patent documents, the
results that can be obtained with text mining are focused. Examples in the literature are given about text mining methods applied
on patent documents and the significance of similarity detection between patent documents is explanied in order to leading future
studies.

Keywords: Patent, patent mining, text mining, similarity detection.

1. GiRiS (I NTRODUCTION) Tiim Diinyada Patent Basvuru Sayilari (2004-2018)

Patent dokiimanlari, patent hakki elde etmek isteyen I om0
bulus sahiplerinin gelistirdikleri buluslarini tiim teknik 5 /
yonleriyle tarif ettikleri dokiimanlardir. Teknigin ve FREE e

teknolojinin her alaninda yeni bir bulus gelistiren kisiler,
bu buluslarinin bagkalar1 tarafindan taklit edilmesinin

Oniine gecebilmek igin, buluslar1 daha fikir agamasinda io we o me me mm me m wn an ow @ ww o we
iken patent bagvurusu yapmaktadirlar. Boylece ortaya Banuro b

cikan teknik yenilikler bilim ve teknoloji diinyasinin

kargisina ilk olarak patent dokiimanlari ile ¢ikmaktadir.  Sekil 1. Yillara Gére Patent Bagvuru Sayilari (The Number of
Bu durum teknik bilginin depolandigi bilgi kaynaklar Patent Applications by Years)

igerisinde en genis ve en giincel kaynagin patent veri
tabanlar1 olmasini saglamustir. Sekil 1. yillara gore diinya
capinda yapilan patent bagvurularinin - sayisini
gostermekte olup, 2018 yilinda 3,3 milyon patent
bagvurusu yapilmstir [1].

1,000,000

belirtilmistir [3]. Ayrica patent dokiimanlarinda yer alan
bilgilerin biiyiik kisminin, baska bilgi kaynaklarinda yer
almadigi, yani patent dokiimanlarinin arastirmacilara
o o egsiz bilgiler sundugu da literatiirde deginilen bir
Patent kaynaklarinin bu kapasitesi literatiirdeki blrggk durumdur [4]. Bazi calismalarda Amerikan Patentlerinde
¢aliymaya da konu olmustur. Patent kaynaklarmin teknik  yer a1an bilgilerin sadece % 6”smin dergi makalelerinde

bilgi bakimindan diger tiim kaynaklardan daha genis ve  kamuoyuyla paylasildigi soylenmistir [5].
daha zengin bir kaynak olduguna vurgu yapilmakta olup

[2], teknik problemlerin en kapsamli ve detayl
¢ozlimlerinin patent dokiimanlarinda yer aldig

Cizelge 17de yer alan Diinya Fikri Miilkiyet
Organizasyonu (WIPO) tarafindan hazirlanan bir
istatistikte [6], sadece 2015 yili igerisinde teknigin bazi
*Sorumlu Yazar (Corresponding Author) alanlarinda tiim dﬁnyada 'tescil edilen patent sayilari
e-posta : onurozdemir@gazi.edu.tr paylasilmigtir. Tescil edilen patentlerde yer alan
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bilgilerin, teknigin bilinen durumunu asmis yani daha
once bilinmeyip ilk defa aciklanan bilgiler oldugu
distintildiigiinde, patent veri tabanlarinin ne biiyiik bir
teknik bilgi havuzu oldugu agik¢a goriilmektedir. Ornek
olarak yonetim bilisim sistemleri alaninda tescil edilen
9.500 civarinda patent dokiimaninin her birinde ortalama
10-11 sayfalik bilgi yer aldigi varsayilirsa, yonetim
bilisim sistemleri alaninda sadece 2015 yili icinde
100.000 sayfalik yeni teknik bilgi patent dokiimanlari
vasitastyla giin yliziine ¢ikmaktadir. Her gecen sene bir
bu kadar bilginin daha patent veri tabanlarma eklendigi
de unutulmamalidir [7].

Cizelge 1. 2015 Yilinda Baz1 Teknolojik Alanlar i¢in Patent

Tescil Sayilart (The Number of Patent Grants for
Some Technological Fields in 2015) [7]

Teknolojik Alan 2015 Yilinda Tescil
Edilen Patent Sayisi
Elektrik Makineleri ve Enerji 81.403
Telekomiinikasyon 32.991
Bilgisayar Teknolojileri 92.134
Yénetim Bilisim Sistemleri 9.572
Yari-iletkenler 50.547
Optik 38.829
Kontrol 19.382
Medikal Teknolojiler 53.077
Malzeme ve Metalliirji 31.285

Onemli bir teknik bilgi kaynagi olan patent
dokiimanlarindaki teknik agiklama metinlerinin analiz
edilmesiyle patent veri tabanlarindan elde edilebilecek
bilgiler teknige ve teknolojiye biiyiik katki yapacaktir.
Ancak bu kadar biiyiik miktardaki teknik verinin mantiel
yontemlerle islenemeyecedi ortadadir [8]. Bu noktada
veri bilimi ve miihendisligi uygulamalarina, ozellikle

metin  madenciligi  yontemlerine  bilyiikk  ihtiyag
duyulmaktadir [9].
Son  donemlerde  veri  analistlerinin,  patent

dokiimanlarinin sundugu bu firsatlara odaklanmasiyla,
patent madenciligi kavram ortaya ¢ikmustir [10]. Patent
kaynaklarindan bilgi kesfedilmesini ifade eden bu veri
bilimi dali igin Patinformatics tabiri de kullanilmaya
baglanmigtir [11]. Patent analizi uzmanlhk gerektiren bir
stirec  oldugu igin, patent verisinden herkesin
faydalanmasinda patent madenciligine dayali bilgi
sistemlerinin rolii biiytiktiir [8]. Gitgide popiilerlesmekte
olan bu alanin, patent hakkindaki farkindaligin artmasina
baglt olarak gelismeye devam edecegi kolayca tahmin
edilebilir. Sekil 2”de yer alan grafikte Scopus
veritabaninda “patent and mining” sorgusu neticesinde
elde edilen bilimsel yaymlarin yillara gore dagilim
gosterilmistir. Patent madenciligine gosterilen ilgilin
giderek arttig1 anlagilmaktadir.

Bu ¢aligmada, 2. bolimde patent dokiimanlari tanitilacak
ve patent dokiimanlarinda mevcut yapisal ve yapisal
olmayan veriler incelenecektir. 3. Boliimde patent
madenciliginin amaglar1 siralanacaktir. 4. Boliimde
literatiirden 6rneklerle patent madenciligi caligmalarinda
kullanilan ydntemlerden Ornekler verilecektir. 5.
Boliimde ise patent madenciligi ¢alismalarinin yeterliligi
sorgulanacak ve gelecekte yapilacak ¢aligmalarda patent
dokiimanlar1 arasinda benzerlik tespiti yapilmasini

saglayacak metin madenciligi tabanl

duyulan ihtiyag ifade edilecektir.

yontemlere

Patent Madenciligi Alanindaki Bilimsel Yayinlarin Yillara Gére Dagilimi
175
150
125

100

Yayin Sayisi

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Yayin Yili

Sekil 2. Patent Madenciligine Iliskin Yaymlarin Dagilim
(Distribution of Publications Related to Patent
Mining)

2. PATENT DOKUMANLARI (PATENT
DOCUMENTS)

Patent veri tabanlarinda patent dokiimanlarina dair
basvuru tarihi, basvuru sahibi, patent sinifi gibi yapisal
veriler mevecut oldugu gibi patent konusu bulusa dair
teknik agiklamalarin yer aldigi yapisal olmayan metin
verileri de mevcuttur. Patent dokiimanlarimi tanimak,
patent madenciligi islemleri agisindan son derece
onemlidir. Ciinkii patent dokiimanlar1 bilinen diger bilgi
kaynaklarindan farkli 6zelliklere sahiptir. Bu farkliliklar
sebebiyle bilinen ve diger kaynaklarda verim alinan
madencilik yontemleri, patent kaynaklarinda ayni verimi
ortaya koyamamaktadir [8]. Bu kisimda patent
dokiimanlarimin béliimleri tarif edilmis, tescil siirecinde
oynadiklari roller ve patent madenciligi a¢isindan hangi
Ozelliklere sahip olduklari agiklanmistir.

A. Tarifname (Description)

Tarifname boliimii patent dokiimanlarinin en uzun kismi
olup, basgvuru konusu bulusa dair tiim teknik unsurlarin,
bu unsurlarin  birbiri ile iliskilerinin, ¢alisma
prensiplerinin ve bulusun farkli varyasyonlarinin detayli
olarak acgiklandigt kisimdir. Bulusun gergeklestirilmesi
icin gereken tiim bilgiler tarifnamede yer almalidir.
Tarifname igerisinde resim vb. gorsel materyaller yer
alamaz. Bu materyaller Resimler kisminda ayrica
paylasilir. Tarifname igerisinde resimlerin ve resimlerde
yer alan referanslarin agiklamalar1 verilir. Sekil 3”te bir
patent dokiimaninin tarifname kismmin ilk sayfasi
gosterilmistir.

Bu konuda 6769 Sayili Smai Miilkiyet Kanunu”nun
Uygulama  Seklini  Gosterir  Yonetmeligin -~ 75.
Maddesinin birinci fikrasinda soyle denilmektedir:
“Tarifname, bulus konusunun ilgili oldugu teknik alanda
uzman bir kisi tarafindan bulusun uygulanabilmesini
saglayacak nitelikte, acik ve ayrintili olarak yazilir.
Basvuru konusu bulusun tiim o&zellikleri hicbir sey
gizlenmeden, eksiksiz olarak agiklanir.”

Tarifname igerisinde baz1 alt boliimler yer almakta olup,
her birinde bulusa dair farkli bilgiler mevcuttur. Anilan
yonetmeligin 75. Maddesinde tarifnameyi olusturan
bolimler soyle siralanmistir: Bulus Basligi, Teknik Alan,
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Teknigin  Bilinen Durumu, Bulusun Coziimiini
Amagladig1 Teknik Problemler, Resimlerin A¢iklanmast,
Bulusun Agiklanmasi, Bulusun Sanayiye Uygulanma
Bigimi

TARIFNAME

ELEKTRIKLI BISIKLETTE YAPILAN GELISTIRME

Teknolojik Alan:

Bu bulug, parklarda, yorliyby yollarinda ve sokaklarda kullanilabilen clektrikli bisiklette

yapilan gelistinme ile ilgilidir

10 Teknigin Bilinen Durumu:

Parklarda, yuriiyiy yollannda ve sokaklarda belli mesafelerin gidilmesi igin clektrikli
bisikletler kullanimaktadir. Kullanilan elektrikli bisikletlerde elektrigin: depolandig
akiiler kullamimaktadir fakat kullanilan bisiklctierde bir veya iki adet akil takilmaktadir

15
Meveut sistemlerde kullamilan enerji az olduiu igin gidilen mesafe az olmaktadir. Kisa
bir mesafe gidildikten sonra yarji biten elektrikli bisikletin tekrar kullanimi igin sacju
tkilp sarjin dolmasi gerekmekte ve bu siregte kullamcilar igin zaman kaybi
olmaktadir

0
Kullunlan wkild bisikletlerin garj durumunu dgrenmek mimkiin olmamaktadir, Meveut
sistemlerde ukitlerde ne kadar sarj kaldigini ve ne kadar mesafe gidilebilecegi bilgisine
ulagmak mimkiin degildir. Bisikletin galigmadig durumlarda gahsmama sebebinin sarj
bitimimi yoksa bagka bir sikimtimi oldugunu ar da mimkiin_ olmamaktadir

25 Meveut rimlerde gece yupilan gezintiler igin bir kolaylagtiner sistem diiggntilmemistir
Her hangi bir destek ile clektrikli bisikletin gece striislerinde rahat ve saghkh bir

sekilde kullunilabilmesi igin bir sistem bulunmamaktadir

Sekil 3. Tarifname Ornegi (Example of Description)

B. Istemler (Claims)

Istemler boliimii baska bilimsel kaynaklarda benzeri
olmayan sadece patent dokiimanlarinda yer alan bir
boliimdiir. Istemlerin islevi, patent basvurusu ile talep
edilen hukuki korumanin kapsamini belirlemektir. Patent
tescili ile elde edilecek tekel hakki, istemlerde tarif edilen
buluslar igin saglanir [12]. Sekil 4”te yaymlanmis bir
patent dokiimaninin istemler boliimii gdsterilmistir.

ISTEMLER

1. Yuk tasiyan araglann kasa bolumlerinde konumlandinlan, ayri
mahiyetteki ylklerin birbirine kanigmadan araca yerlestiriimesi, teslimat
aminda da kangikliga yol agmadan suratli bir sekilde yikleme ve

bogaltma yapilmasin saglayan bir perde sistemi (A) olup, ozelligi;

- kasayi en az iki bdlmeye ayiran en az bir perde (5)

- bahsedilen perdenin (5) arag kasasi igerisinde kayarak hareket

etmesini saglayan ray sistemi (1),

- perdenin (5) bahsedilen ray sistemi (1) Uzerinde hareket etmesini

saglayan, perde (5) ile irtibatl en az bir makara (3) icermesidir.

2. Istem 1e uygun perde sistemi (A) olup, dzelligi; bahsedilen ray
sisteminin (1) arag kasasina sabitlenmesini saflayan baglanti elemani
(2) igermesidir.

3. Istem 1'e uygun perde sistemi (A) olup, ozelligi; bahsedilen perdenin
(5) makaraya (3) asiimasini sadlayan aski pargasi (4) ipermesidir.

4. Istem 1'e uygun perde sistemi (A) olup, dzelligi; bahsedilen perdenin
(5) Ust kisminin gergin durmasini saglamak Uzere perde (5) Ust yuzeyi

boyunca perdeye (5) irtibatlandinlmig bir gergi profili (6) icermesidir.

Sekil 4. Istemler Ornegi (Example of Claims)

Istemler, koruma kapsamini net olarak belirleyebilmek
icin kendine 6zgii bir yazim tarzina ve formatina sahiptir.

Istemler acik ve 6z olmali, koruma talep edilen unsurlar
net bir sekilde ifade edilmelidir. Istemlerin tarifname
kapsamini agmamasi yasal bir gerekliliktir. Bu sebeple
tarifnamede agiklanmayan bir teknik unsur, istemlerde
yer almamaktadir.

Her istem tek ciimle halinde yazilir. Genelde 2 boliimden
olusur. ilk béliimde teknigin bilinen durumu ifade
edilirken, ikinci bolimde koruma talep edilen unsurlar
yer alir. Bir bagvuruda ¢ok sayida istem yer alabilir. Her
bir istem bagvuru konusu bulusun teknik varyasyonlar
icin koruma talep eder. Arastirma inceleme islemlerinde
ve tescil isleminde her bir istem ayr1 ayr1 degerlendirilir.
Bagvurunun kag istemi tescil edildiyse, o kadar sayida
bulus iizerinde koruma tesis edilmis olur. Ilk istem
bagimsiz istem formatinda olup bulusa dair olmazsa
olmaz 6zellikleri ihtiva eder. Sonraki istemler ise bagimli
sekilde yazilarak, olmazsa olmaz unsurlarla beraber
koruma altina alinmak istenen ek teknik unsurlari igerir.

Bagvuruya dair tim teknik unsurlarin bir arada, agik ve
0z bir sekilde bulunmasi agisindan istemler bolimi,
patent madenciligi uygulamalarinda 6nemli bir rol
iistlenebilir.

C. Resimler (Figures)

Tarifnamede aciklanan bulusu net bir sekilde
anlatabilmek igin gereken teknik g¢izimler, akis
diyagramlar1 vb. gorsel unsurlar Resimler kisminda yer
almaktadir. Resim kullanmadan agiklanabilecek bazi
bagvurular harig, patent dokiimanlarinin tamamina
yakininda resimler kismi mevcuttur. Resimler iizerinde
metin bulunmamakta, referans numaralari
bulunmaktadir. Resimlerin ve referans numaralarinin
ifade ettigi teknik 6zellikler Tarifnamede yer almaktadir.
Bu sebeple bir patent bagvurusu degerlendirilirken
Tarifname ve Resimlerin bir arada incelenmesi faydali
olmaktadir. Sekil 5”te bir patent dokiimaninin resimler
boliimii gdsterilmistir.

30 31

apmeay

\ 311

34

1=

L—]
211

21 Djzz

Sekil 1

Sekil 5. Resimler Ornegi (Example of Figures)

D. Ozet (Abstract)

Ozet kism1 basvuru konusu bulusun kisa ve 6z olarak
anlatildig1 boliimdiir. Bagvuru hakkinda kamuoyuna bilgi
verme iglevini yerine getirmektedir. Patent islem
stirecleri ve tescil islemlerinde bir rolii bulunmamaktadir.
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Ozellikle patent arastirmast  esnasinda  patent
dokiimaninda konu edilen bulus 6zete bakarak anlagilir.

E. Bibliyografik Bilgiler (Bibliographic
Information)

Patent dokiimanlarinda yer alan yapisal bilgilerin
bulundugu kisim bibliyografik bilgilerdir. Her patent
dokiimaninin ~ yayin  sayfasinda  bu  bilgiler
goziikebilmektedir. Basvuru ve bulus sahipleri bilgileri,
bagvuru ve yayin tarihi bilgileri, riichan bilgileri gibi
bilgiler bibliyografik bilgilerde yer almaktadir. Her
patentin dahil oldugu teknik alanlar1 ifade eden patent
smifi bilgileri de bibliyografyada yer alan 6nemli bir
bilgidir. Patentlere iligkin atif bilgileri de islevsel bir
yapisal  veri olarak patent veri tabanlarina
kaydedilmektedir. Sekil 6”da uluslararasi bir patent
dokiimaninin bibliyografik bilgilerini gdsteren yayin
sayfasi paylagilmustir.

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

At = IO

rga
International Burcau = L s

— (10) International Publication Number

(43) International Publication Date = w(c)m 20; 6/;01;857 ,;1 -

29 December 2016 (29.12.2016)  WIPO | PCT

(51) International Patent Classification;
GOGF 1/16(2006.01)

(21) International Application Number.
PCT/KR2016/003472

(22) International Filing Date
4 April 2016 (04.04.2016)

(74)
Sec

(25) Filing Language English (g1 Deg P

English ki ble): AE, AG, AL, AM,

BIL BN, BR, BW, BY,

BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
B, il

(26) Publica

1020150119363 25 Ay

. ME, MG, MK,
8, NO, NZ, OM, PA,
A. RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, 8G, T, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(71) Applicant
[KR/KRJ; 129, Somsung-ro, Yeonglong-gu, Suwon-si,

Sekil 6. Bibliyografik Bilgileri Gosteren Yayin Sayfasi
(Publication Page Representing Bibliographic
Information)

Yapilacak metin  madenciligi ¢alismalarinda bu
bolimlerin her birinin artilar1 ve eksileri hesaba katilarak
hangi boliimler izerinde islem yapilacagina karar
verilmelidir.

3. PATENT MADENCILiGININ AMACLARI
(OBJECTIVES OF PATENT MINING)

Patent veri tabanlari, patent madenciligi yoluyla elde
edilebilecek bilgiler agisindan olduk¢a zengin bir
kapasiteye sahiptir ve ¢ok g¢esitli amaglara hizmet
edebilmektedir. Literatiirde patent madenciliginin
asagidaki amaglar lizerinde durulmustur:

- Patentlenebilirlik Tespiti: Patent bagvurularinin
yenilik ve bulus basamagi kriterlerini saglayip
saglamadigmin kontrolii [11, 13]

- Patent Thlal Tespiti: Bir patentin koruma sahasinin
bagka bir patent dokiimani tarafindan ihlal edilip
edilmediginin kontrolii [11]

- Patentlerin Smmflandirilmasi: Patent dokiimanla-

rina teknik alani gésteren sinif kodlari atanmasi [9,
11, 13]

- Patent Kiimeleme: Patent dokiimanlarinin yapisal
veya yapisal olmayan verilere gore kiimelenmesi [10,

11]
- Atif Analizleri: Patent dokiimanlarinda veya
dokiimanlarin  raporlarinda  atifta  bulunulan

dokiimanlarin baz1 amaglar i¢in gruplandiriimasi
[10]

- Patent Ag Analizleri: Birbiri ile iliskili patent
dokiimanlari ile patent aglarimin olusturulmasi [10,
11]

- Bibliyometrik Analizler: Bagvuru sahibi, bagvuru
tarihi vd. bibliyografik yapisal verilerin analizleri
[10]

- Patent Degerleme: Patent dokiimanina konu edilen
bulusun ekonomik degerinin tahmini [11, 13]

- Farkh Dildeki Patentlerin Analizi: Tiim diinyada
birgok farkli dilde yazilan patent dokiimanlarimnin
analiz edilebilmesi [9, 13]

- Patent Dokiimanlarinin Ozetlenmesi: Uzun patent
dokiimanlarimin ~ bagvurunun  teknik  igerigini
yansitacak sekilde 6zetlenmesi [11]

- Teknolojik Trendlerin  Analizi:  Teknolojik
gelismelerin patent dokiimanlarinin analizi ile zaman
trendlerinin tespit edilmesi  [10, 11, 14]

- Teknoloji Tahminleme: Gelecekte 6nem kazanacak

veya Onemini kaybedecek teknolojik alanlarin
tahmini [10, 11, 14]
- Ar-Ge Planlama: Arastirma ve Gelistirme

planlamalarinda patent dokiimanlarindan yer alan
verilerin kullanilmasi [10, 14]

- Stratejik Planlama: Teknoloji yonetiminde patent
analizleri ile stratejik planlamalar yapma [11, 14]

- Rakip Analizi: Rakip sirketler hakkinda bilgi sahibi
olmak i¢in patent portfoylerinin analiz edilmesi [11]

- Partner Secimi: Patent portfoy analizleri ile

teknolojik isbirligi yapilacak sirketlerin belirlenmesi
[10]

4. PATENT MADENCILIGI YONTEMLERI
(PATENT MINING METHODS)

Veri biliminde kat edilen mesafeye bagh olarak patent
madenciliginde kullanilan yontemler de degismekte ve
gelismektedir. Oncesinde ve 2000”1 yillarin baslarinda
patent madenciligi daha c¢ok yapisal bibliyografik
verilerden ¢ikarimlar1 yapmaya ve patent atiflarinin
analizine odakliyken, sonrasinda veri madenciligi
tekniklerinin gelismesi ile patent kiimeleme ve patent ag
analizleri agirlik kazanmustir. 2005”lerden sonra ise
metin madenciligi teknikleri n plana ¢ikmis ve yapisal
olmayan tarifname metinlerine odaklanilmigtir [10].

Hem veri madenciliginde hem de metin madenciliginde
kullanilan yOntemlerin patent dokiimanlar1 {izerinde
uygulamalar1 mevcuttur. Patent dokiimanlarinin sadece
yapisal verilere odaklanarak tam olarak analiz
edilemeyecegi anlagilmigtir [10]. Bu noktada patent
madenciligindeki islevselligi giderek artan metin
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Patent Madenciligi Hedefleri

I
Patentlencbilirlik
Tespiti
(Bolim A)

Patentlerin Teknik
Simflandirilmast

Patent Ihlal Tespiti

(Boliim B)

(Boliim C)

Patentlerin
Teknolojik Analizi

_Patenlerin
Ozetlenmesi

(Bolim D)

ile Stratejik Teknoloji izt Dggleme
Yoénetimi

(Béliim E)

(Boliim F)

Sekil 7. Patent Madenciliginin Hedefler1 (Aims ot Patent Mining)

madenciligi yontemlerine odaklanmak yerinde olacaktir.
Metin madenciliginde kullanilan dogal dil isleme tabanli,
ozellik-fonksiyon tabanli, kural tabanli, yapay sinir aglar
tabanli, anlamsal analiz tabanli yaklagimlar patent
madenciliginde de dnemli sonuglar ortaya koymaktadir
[11]. Bununla beraber bulanik mantik kural tabanl

yontemlerden de patent madenciliginde
faydalanilmaktadir [15].
Metin madenciligi tabanli yontemler ile patent

dokiimanlar1 iizerine yapilan ¢alismalarda ulagilmak
istenen hedeflere gore,

6 ana gruba ayrilabilir. Bu gruplar patentlenebilirlik
tespiti, patent ihlal tespiti, patentlerin teknik
smiflandirilmasi, patenlerin  6zetlenmesi, patentlerin
teknolojik analizi ile stratejik teknoloji yoOnetimi ve
patent degerleme seklinde olup, Sekil 7”de sematik
olarak gosterilmistir. Bu gruplar iizerinde yapilan bazi
calismalar agagida paylagilmustir.

A. Patentlenebilirlik Tespiti: (Patentability Detection)

Patenlenebilirlik tespiti, patent basvuru siirecinin en
onemli asamasidir. Patent basvurusuna konu olan
bulusun, patent hakkini alabilmesi i¢in teknigin bilinen
durumu ile karsilastirildiginda yeni olmas: ve bulus
basamagi niteligine sahip olmasi gerekmektedir. Teknigin
bilinen durumunu patent bagvurusunun yapildigi tarihe
kadar kamuoyu tarafindan ulasilabilir durumda olan
yazili, sozli ve gorsel tim bilgiler olusturmaktadir.
Teknik  bilgilerin ~ biiyiik  ¢ogunlugu  patent
veritabanlarinda yer aldigindan, patentlenebilirlik
durumunu belirleyen en 6nemli husus yaymlanmis diger
patent dokiimanlaridir. Basvuru konusu bulus ile benzer
ozelliklere sahip olan patent dokiimanlar1 detayli sekilde
incelenip karsilagtirilarak, bulusun yeni olup olmadigina
ve bulus basamagi kriterine sahip olup olmadigina karar

verilmektedir. Bu karsilastirma tescil otoritesince
yapildigr gibi basvuru Oncesinde, basvuru sahibi
tarafindan  bulusunu  degerlendirmek  amaciyla
yapilabilmektedir. Zira yaymlanmig tiim patent

dokiimanlarina patent arama motorlar1 vasitastyla herkes
tarafindan erigilebilmektedir.

Patentlenebilirlik tespitinde yapilan temel faaliyet
dokiimanlarin birbiri ile teknik igerikleri ag¢isindan
karsilastirilmasidir. Dokiiman benzerlik tespiti i¢in
kullanilan metin madenciligi yontemleri,
patentlenebilirligin belirlenmesinde de kullanilmaktadir.

Temel bir metin benzerlik tespit yontemi olan Vektor
Uzay Modeli (VUM) patent dokiimanlar1 iizerinde de
kullanilmaktadir.[16] Chen vd. [17] Terim Frekansi - Ters
Dokiiman Frekanst (TF-TDF) matrisleri ile patent
dokiimanlarinin benzerlik tespiti esnasinda karsilagilan
kelime uyusmazligi problemini Gizli Anlamsal Analiz
yoluyla asildigin1 belirtmistir. Bagka bir caligmada da
VUM un yetersizliklerinin, Evrisimli Sinir Aglar1 (ESA)
yoluyla giderilmesiyle daha etkin bir patent benzerlik
tespiti yapildigi belirtilmistir [18]. Wang vd. [19]
patentlenebilirlik tespitinde kullanilan patent siiflari,
atiflar ve anahtar kelimelere dayali yontemlerin
yetersizliginden ve ¢ok zaman aldigindan bahsetmis ve
patentlerin anlamsal yoniinii tamamen igleyebilmek icin
Ozne-Eylem-Nesne (OEN) semantik analizlerine dayali
bir metin madenciligi yaklagimi kullanmustir.

B. Patent Fhlal Tespiti (Patent Infringement Detection)

Patent hakk: elde etmis buluglarin sahipleri elde ettikleri
koruma kapsamini ihlal ettigini diigiindiikleri baska patent
dokiimanlarina itirazda bulunabilmektedirler. Bu itiraz
tescil siireci igerisinde ise tescil otoritesine, tescil siireci
tamamlanmig ise ilgili yargi mercilerine yapilabil-
mektedir. Patent ihlalinin tespitinde de dokiimanlarin
birbirine teknik agidan benzerligine bakilmaktadir.

Park vd. [20] dokiiman benzerlik tespitinde kelime
vektorlerinin bazi yetersizliklerinden bahsetmis, OEN
semantik analizler kullanarak patent dokiimanlarindaki
teknolojik unsurlar1  karsilagtirmnug  ve ihlal tespiti
yapmuslardir. Bagka bir ¢alismada ise Word2Vec vektor
modeli ve VUM patent istemleri {izerinde uygulanmis ve
elde edilen benzerlik oranlarindan ihlal olup olmadigina
karar verilmigtir [21].

C. Patentlerin Teknik Siniflandiriimas: (Technical
Classification of Patents)

Yayimlanmis her bir patent dokiimanina, icerdigi bulus
konusunu ifade etmek iizere atanmis patent sinif kodlari
bulunmaktadir. Bu kodlar basvurunun tescil siireci
igerisinde patent uzmanlari tarafindan atanmakta, boylece
basvurunun sahip oldugu teknik karakteri gosteren yapisal
bir veri olusturulmaktadir. Patent sif bilgisi, patent
aragtirmalarinda dogru dokiimanlara ulagsmak i¢in anahtar
kelimelerle birlikte kullanilmakta ve arastirmacilara
yardimc1 olmaktadir.
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Bazi iilkelerin kendi ulusal bagvurulan i¢in kullanmig
oldugu patent siniflandirma sistemleri olsa da uluslararasi
olarak en yaygin kullamilan siniflandirma sistemi IPC
(International Patent Classification) sistemidir. IPC
kodlarinda ilk hane A”dan H”ye kadar bir harf olup ana
teknik boliimi ifade eder. Sonra 2 haneli bir rakam ve
ardindan tekrar bir harf gelir. Ardindan tekrar rakamlar
kullanilarak teknik alanlar hiyerarsik bir sekilde
kategorize edilmistir. IPC smiflandirma sisteminde 8
boliim, 128 sinif, 648 alt sinif, 7200 ana grup ve yaklagik
72.000 alt sinif yer almaktadir [22]. Yaklasik 60.000.000
patent dokiimaninin her birine bu siniflardan bir veya
birkag tane atanmis bulunmaktadir [23].

Patent bagvurularinin sahip oldugu IPC simifin1 tespit
etmek icin dokiimanin igerigi analiz edilerek ilgili kod
belirlenir. Cogu bagvuru birden ¢ok teknik alan ile iligkili
oldugundan birden fazla IPC koduna sahiptir. Bu iglem
cogunlukla maniiel olarak yapildigindan hem vakit
alabilmekte hem de hata yapilma olasilig1 s6z konusu
olmaktadir. Hatali IPC atamasi, sonrasinda yapilacak
patent arastirmalarinda ilgili dokiimana ulagilmasina
engel olabilecektir.

Bu sebeple IPC atamasinin hizli ve dogru bir sekilde
yapilmast patent madenciliginin ilgilendigi bir konu
olmugstur. Chen vd. [22] ti¢ fazh bir simflandirma yontemi
gelistirerek VUM ile dokiimanlar1 ayirt edici teknik
kelimeleri tespit etmis ve k-ortalamalar ile k-en yakin
komsu (k-EYK) algoritmalar1 ile IPC atamasi yapmustir.
Bagka bir ¢alismada ise Word2Vec ve ESA modeline
dayali bir yontemle IPC tespit yapilmustir [24]. Cevrimici
olarak erigilebilen patent metnini girdi olarak kabul edip
karsilik gelebilecek IPC smiflarini 6neren bir uygulama
da mevcuttur [25].

D. Patentlerin Ozetlenmesi (Patent Summarizing)

Patent dokiimanlar1 uzun ve kendine has yapisi ve dili
olan dokiimanlardir. Bu dokiimanlardan tam olarak
faydalanmak vakit almakta ve belli bir uzmanlik
gerektirmektedir. Bu durum bir¢ok arastirmacinin patent
dokiimanlarindan faydalanmasina engel olmaktadir [26].
Patent madenciligi ile karmasik gibi goziiken patent
dokiimanlar1 6zetlenebilmekte bdylece arastirmacilarin
teknik bilgilerden hizli ve kolay bir sekilde istifade
etmeleri saglanmaktadir.

Trappey vd. [27] bir patent dokiimanindaki anahtar
kelimeleri TF-TDF yontemi ile tespit etmigtir. Tarifname
icerisindeki her paragrafi, anahtar kelimelere gore vektor
haline getirerek, paragraflarin birbiri ile benzerligine gore
paragraflari kiimelemis ve her kiimedeki en yogun bilgi
iceren paragrafi segerek bu paragraflara gore dokiiman
Ozetini ¢ikarmiglardir. Sonraki ¢aligmalarinda ise TF-
TDF matrisleri ile beraber ontoloji de kullanarak daha
etkin bir 6zetleme yoluna gitmislerdir [28, 29].

E. Patentlerin Teknolojik Analizi ile Stratejik
Teknoloji Yonetimi (Strategic Technology
Management with Technological Analysis of
Patents)

Patent dokiimanlar1 tamamen teknik karaktere sahiptir ve
en giincel teknik bilgileri iceren kaynaklardir. Bulusun

teknik detaylarinin agiklandigi tarifname metinlerinin
yaninda, bagvuru sahibi, bagvuru tarihi, patent sinifi, atif
bilgileri ile beraber, teknoloji ve yenilik yonetimi
acisindan yiiksek bir potansiyele sahiptirler. Patent
madenciligi ile teknolojik trendler incelenebilmekte [30],
gelecege doniik teknik tahminlemeler yapilabilmekte
[31], gelecekteki yenilik firsatlar1 arastirilabilmekte [32],
rakip sirketler hakkinda 6ngoriilerde bulunulabilmekte
[33] veya teknoloji partnerleri tespit edilebilmektedir
[34]. Bu yoniiyle patent madenciligi, firmalarin teknoloji
ve Ar-Ge planlamalari agisindan da stratejik bir role
sahiptir.

Park vd. [35] tarafindan yapilan bu alandaki bir ¢aligmada
3 boyutlu yazici teknolojisine sahip 2583 patent iizerinde
metin  madenciligi yoluyla patent-anahtar kelime
matrisleri olusturulmus, bu anahtar kelimeler kullanilarak
kural tabanli bulanik modeller olusturulmustur. Bulanik
smiflandirma yolu ile patentler benzer gruplara ayrilmus,
bulanik regresyon ile patent anahtar kelimeleri arasinda
teknolojik iligkiler ¢ikarilmig ve bulanik kiimeleme yolu
ile teknolojik alanlar kiimelenmistir.

Baska bir caligmada da gelecekte ortaya cikabilecek
teknolojik imkanlar1 tahmin etmek i¢in 6ncelikle kablosuz
giic transferi alaninda yayinlannmis patent dokiimanlari
incelenerek TF-IDF matrisleri olusturulmus ve Gizli
Dirichlet Ayirimu algoritmasi ile teknolojik konu
basliklar1 ¢ikarilmistir. Ardindan ilgili teknik alanda
yayimnlanan  patent  bagvurularinin  yillara  gore
dagilimimdan elde edilen zaman serileri ve teknoloji
yenilik dongiileri sonuglar iizerinde tatbik edilerek,
gelecege doniik onemli ve Onemsiz teknoloji alanlar
tahmin edilmistir [36].

F. Patent Degerleme (Patent Valuation)

Patent tescili elde edebilen her bulusun sahip oldugu
hukuki koruma ayni olsa da her patentin ekonomik degeri
ayni degildir. Ornegin daha 6nemli bir ihtiyac1 karsilayan
buluslara daha yogun bir talep olacaktir. Patente konu
olan buluglarin ekonomik degerinin tespiti patent
degerleme olarak adlandirilmaktadir [37]. Teknoloji
yonetimi, Ar-Ge caligmalari, yatirnm planlamalar1 gibi
birgok alanda patent degerleme ¢alismalarinin Snemi
giderek artmaktadir [38].

Patent degerlemesi igin finansal yontemler, matematiksel
yontemler, istatistiksel yontemler gibi gesitli yontemler
kullanilmaktadir  [38].  Patent  madenciliginden
faydalanilarak patent degerlemesi yapan c¢aligmalar da
mevcuttur [39]. Han vd. patent degerlemesine etki eden
bir faktér olarak bir patent istemleri ile o patentin
alintiladig1 ve o patenti alintilayan patent dokiimanlarinin
istemlerinin benzerligini ele almis ve istemlerde yer alan
anahtar kelimeleri metin madenciligi ile tespit ederek
Oklid uzaklig: ile istemlerin birbirine olan uzaklhigini
Olgmiislerdir [40]. Ayrica elde ettikleri terim dokiiman
matrislerinden yola ¢ikarak istemleri Tekil Deger
Ayrigtirma ile olusturmus ve Weibull Regresyon modeli
ile patent istemlerinin hayatta kalma stiresine etki eden
faktorleri belirlemiglerdir [40].
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5. PATENT MADENCILiGi CALISMALARI
YETERLI DUZEYDE Mi? (ARE THE PATENT
MINING STUDIES SUFFICIENT?)

Onceki boliimde goriildiigii gibi patent madenciligi ile

onemli sonuclara ulagabilmek mimkiindiir. Yapilan

caligmalar hizla artsa da, bu alandaki ¢alismalar heniiz
baslangic seviyesindedir [10]. Patent kaynaklarinin
zenginligi ve potansiyeli g6z 6niinde bulunduruldugunda
bu alanda daha ¢ok mesafe kat edilmesi gerektigi agiktir

[11]. Ayrica patent dokiimanlarin kendine has formati ve

dokiimanlarin uzun olmasi, patent literatiiriinde kullanilan

ifadelerin farklilig1 sebebiyle, 6zellikle bu alanda uzman
olmayan arastirmacilarin da faydalanabilmesi igin patent
madenciligi iizerinde yapilacak gelistirmeler biiyiik

oneme sahiptir [9].

Patent madenciliginin gelistirilmesi gereken alanlar

igerisinde, dokiimanlar arasindaki anlamsal benzerliklerin

tespit edilmesine duyulan ihtiya¢ olduk¢a fazladir [13].

Dokiiman benzerlik tespiti, hem patentlenebilirlige hem

de ihlal durumlarina karar verilmesinde rol oynayan kilit

faktordiir. Bunun yaninda teknoloji yonetimi alaninda da
dokiimanlar1 kiimelemek ve énemli ¢ikarimlar yapmanin
yolu dokiimanlarin benzerliklerine karar verebilmektir.

Benzerlik tespiti igin patent madenciliginin en kritik
noktasidir demek yerinde olacaktir. Ciinkii patent
dokiimanlar1 arasindaki benzerligin tespiti edilmesi
oldukca caba gerektiren bir siirectir. Patent arastirmasi
olarak bilinen bu siiregte, patent bagvurusuna konu olan
bulus 6ncelikle tiim teknik yonleriyle analiz edilmekte,
bulusu olusturan teknik unsurlar teker teker tespit
edilmektedir. Daha sonra patent arama motorlarinda ilgili
anahtar kelime, patent simifi vb. girdiler kullanilarak
benzer patent dokiimanlarindan olusan bir kiime tespit
edilmektedir. Bu kiime ylizlerce benzer patent
dokiimanindan olusabilmektedir. Ardindan bagvuru
konusu bulusta yer alan teknik 6zellikler ile benzer patent
dokiimanlarinda tarif edilen teknik ozellikler birbiri ile
karsilastirilmaktadir.  Bu  kargilagtirma  esnasinda
patentlenebilirlik kriterleri olarak bilinen, yenilik ve bulus
basamagi ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri
degerlendirilmektedir. Bu degerlendirmeyi yaparken ¢ok
sayida ve uzun patent dokiimanlarini okuyup incelemek
elbette ki kolay bir siire¢ degildir.

Bahsedilen sekilde bir teknigin bilinen durumu
aragtirmasit yetkili patent aragtirma otoritesi tarafindan
yapilmakta ve hazirlanan arastirma ve inceleme raporlari
ile patent dokiimanlar1 arasindaki benzerlik iliskileri
bagvuru sahibine bildirilmektedir. Bununla beraber bu tip
bir patent arastirmasini, bulus sahipleri de patent arama
motorlar1 vasitastyla yapabilmektedir. Yani yeni bir bulus
ortaya koyan bir aragtirmaci kendi hazirladigi patent
dokiimanti ile  benzer patent  dokiimanlarim
kargilastirabilmektedir. Bu karsilastirma neticesinde
bulusunun patent alamayacagini tespit ederse bulusunda
yeni  gelistirmeler yapabilecek, bdylece patent
alamayacak bir bulus igin bagvuru yapip bosuna masrafa
girmemis, zaman kaybetmemis olacaktir [41].

Bu anlatilanlardan anlasilacagi tizere patent siirecinin en
o6nemli asamasi1 benzer patent dokiimanlarinin birbiri ile
karsilagtirilmast ve teknik agidan aralarindaki benzerlik
ve yakinlik durumlarina karar verilmesi agamasidir. Bu
asamada birbiriyle ayni teknik 6zellikteki dokiimanlarin
tespit edilemeyisi uzun vadede sikintilara ve ekonomik
kayiplara yol agmaktadir. Dolayisiyla patent metinlerinin
birbiri ile teknik agidan karsilagtirilmasi agamasinda ige
yarayacak, bu islemi hizlandiracak ve dogrulugunu
arttiracak metin  madenciligi  tabanli  yontemler
gelistirilmesi  biiyiikk bir gerekliliktir. Bu yondeki
calismalar hem patent ofislerinin basvurulari daha hizl
degerlendirmesine vesile olarak patent tescil siirecini
hizlandiracak, hem de bagvuru sahiplerinin buluslarinin
durumunu bagvuru Oncesinde gorerek daha nitelikli
basvurular yapmalarini saglayacaktir.

6. SONUC (CONCLUSION)

Patent hakki ile ilgili farkindalik arttik¢a tiim diinyada
patent bagvurularmin sayisi hizla artmaktadir. Boylece
stirekli biiyliyen patent verisi, ¢ok kapsamli ve giincel
olmas1 gibi 6zelliklerinden dolay1 ¢ok 6nemli bir bilgi
kaynagi haline gelmistir. Sadece yapisal verilerin degil
yapisal olmayan patent metinlerinin de analiz edilmesiyle
patent kaynaklarinin potansiyeli agiga ¢ikabilecektir.

Bu baglamda ¢esitli metin madenciligi yontemleri patent
metinlerine uygulanmakta ve ortaya faydali sonuglar
cikarilmaktadir. Ancak, patent verisinden genis kitlelerin
istifade etmesi i¢in bu ¢aligmalarin gelistirilmesi gerektigi
agiktir.  Ozellikle patent dokiimanlarinin  anlamsal
benzerligi ile ilgili ¢aligmalar, teknoloji ve yenilik diinyas1
acisindan biiyiik kazanimlara zemin hazirlayacaktir.
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